






要約:不慮の事故予防を目的とし,小児の高次認知機能の客観的評価法として,事象関連電

位を測定した。その基礎的検討として年齢 4～15 歳の小児 140名を対象に正常値を作成し

た。1)年齢が増加するにつれ,N-100,N-200,P-300 の潜時および Key 押し反応時間は,短縮

する傾向がみられた。2)Key 押し反応時間と N-100,N-200,P-300 の各潜時との間には,正の

相関関係が認められた。3)N-200 と P-300 潜時との間には,正の相関関係がみられた。以上

より N-200,P-300 の各潜時は,小児における高次認知機能の良き指標となりうるものと考

えられた。 


